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(57) Abstract: The invenlii.>n rehues (o 
a method for forgery-proof labeling of 
Items, such , as credit canls, b:ink notes 
and the like, comprising ilie following 
steps: (a) applying, to a first layer (1) 
that rellects electromagnetic waves, an 
inert second layer (3) that is penncable lo 
electromagneiic waves, said second layer 
having a prcdctennined iliickness, (b) 
applying, to said second layer (3l, h third 
layer (4) that is formed by meial chtsiere, 
and (c) linJdng the first layer O) of the 
label so produced with the item. 



(57) Zusaminenfassung: Die Erfindung belrifft ein Verfahren zur falschungssicheren Markierung von GegenstSnden, wie Schcck • 
karte, Banknoten und dgL, wobei (a) auf einer elektromagnetische Wcllen renckiierenden erstem Schjchi 1 eine fiir elektRMTiagncu- 
sche Wellen dunchlSssige, inertc zweiie Schicht 3 mit einer vorgcgcbenen Dicke aufgebracht wird, (b) cine aiis niciallischen Clusicm 
^ gebildete dritte Schicht 4 auf der zweiien Schicht 3 aufgebracht wird un (c) die erste Schicht 1 der solchermaBcn liergcstelUcn Mar- 
kierung mil dem Gegenstand verbundcn wird. 
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Beschreibung 

Verfahren zur falscliiingssicheren Markierung von Gegenstanden 
und f alschungssiciiere Markiemng 

- 5 . • " . ' • 

Die Erfindung betrif f t ein Verfahren zur f alschungssicheren 
Markierung von Gegenstanden, wie Scheckkarten, Banknoten, 
Verpackungen und dgl . Sie betrif ft ferner eine f alschungssi- 
chere Markierung. 

10 ■ . ■ " 

Nach dem Stand der Technik ist es bekannt, zum Nachweis der 
Echtheit von Scheckkarten oder Banknoten Hologramme darauf 
vorzusehen. Ferner werden zum Nachweis der Echtheit eines Ge^ 
genstands magnetische Codes auf Magnet streif en oder fluores- 
15 zierende Markierungen angebracht . Die bekannten Markierungen 
lassen sich relativ einfach falschen. 

Aus der US 5,611,998 ist ein optochemischer Sensor bekannt. 
Dabei ist auf einer Metallschicht eine chemisch reaktive 

20 Schicht aufgebracht, die bei Kontakt mit einer einen nachzu- 
weisenden Stoff enthaltenden Losung ihr Volumen andert, Auf 
der chemisch reaktiveii Schicht ist eine aus metallischen Clu- 
stem gebildete Schicht aufgebracht, Durch Biriden des nachzu- 
weisenden Stoff s andert sich der Abstand zwischen der aus dem 

25. metallischen Clustern gebildeten Schicht und der Me tall- 

schicht- Gleichzeitig andert sich auch die Absorption von auf 
den Sensor eingestrahltem Licht. Das Vorhandensein des nach- 
zuweisenden Stof f s verursacht eine Farbanderxong des Sensors . 
Der bekannte Sensor eignet sich nicht zur f alschungssicheren 

30 Markierung yon Gegenstanden. Eine Farbanderung tritt nur bei 
einer Beauf schlagung des Sensors mit einer fliissigen Phase 
auf, Bei Kontakt mit Feuchtigkeit oder Flussigkeiten kann es 



auSerdem zu einer Reaktion kommen, welche ein Farbsignal aus 
lost Oder verandert . 

Aufgabe der Ex-findung ist es, ein Verfahren zur Markierung 
von Gegenstanden sowie eine Markierung bereitzustellen, die 
auf einfache und kostengunstige Weise eine hohe Falschungssi 
cherheit bieten. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Anspruche 1, 2, 15 
und 16 gelost. ZweckmaSige Ausgestaltungen ergeben sich aus 
den Merktnalen der Anspruche 3 bis 14 und 17 bis 2.9. 

Nach Mafigabe der Erfindung ist ein Verfahren zur falschungs- 
sicheren Markierung von Gegenstanden, wie Scheckkarten, Bank- 
noten und dgl . , vorgesehen, wobei 

a) auf einer elektromagnetische Wellen ref lektierenden er- 
sten Schicht eine fur elektromagnetische Wellen durchlassige, 
inerte zweite Schicht mit einer vorgegebenen Dicke aufge- 
bracht wird, 

b) eine aus metallischen Clustern gebildete dritte Schicht 
auf der zweiten Schicht aufgebracht wird und 

c) die erste Schicht der solchermaSen hergestellten Markie- 
rung mit dem Gegenstand verbunden wird. 

Mit den vorgenannten Merkmalen kann auf einfache und kosten- 
giinstige Weise eine f alschungssichere dauerhaft sichtbare 
Markierung hergestellt werden. 

^ 

Nach weiterer MalSgabe der Erfindung ist ein Verfahren zur 
f alschungssicheren ' -arkierung von Gegenstanden, wie Scheck- 
karten, Banknoten und dgl., vorgesehen, wobei 
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a) auf einer elektromagnetische Wellen ref lektierenden er- 
sten Schicht eine fur elektromagnetische Wellen durchlassige, 
inerte zweite Schicht mit einer vorgegebenen Dicke aufge- 
bracht wird, \ ' 

b) die erste Schicht der solcheirmaSen hergestellten Markie- 
rung mit dem Gegenstand verbunden wird und 

c) auf einem Substrat eine aus metallischen Clustern gebil- 
dete dritte Schicht derart aufgebracht wird, dafi sie zur 
Sichtbarmachung der Markierung in einem vorgegebenen Abstand 
zur erst en Schicht ajxgeordnet werden kann. 

Die weitere. verf ahrensmaSige Losung ermoglicht auf einfache 
und kostengunstige Weise eine unsichtbare Markierung eines 
Gegenstands. Die Markierung ist besonders f alschungssicher . 
Sie kann durch Inkontaktbringen mit dem erf indungsgemaS be- 
schichteten Substrat sichtbar gemacht werden. 

Die zweite Schicht wird bei beiden Verfahren zweckmafiigerwei- 
se . strukturiert aufgebracht. Bei der Strukturierung kann es 
sich urn eine Struktur in der Flache nach Art eines Musters " 
Oder einer Zeichnung handeln. Es kann sich.dabei aber auch urn 
eine relief art ige Struktur handeln. In diesem Pall erscheint 
die Markierung in unterschiedlichen Farben. 

Nach einem weiteren Ausgestaltungsmerkmal wird auf der drit- 
ten Schicht eine fur elektromagnetische Wellen durchlassige 
inerte vierte Schicht aufgebracht. Die vierte Schicht dient 
in erster Linie dem Schutz der uberdeckten Schichten.' 

Das Substrat kann aus einem fur elektromagnetische Wellen 
durchlassigen Material, vorzugsweise aus Glas oder Kunststoff 
hergestellt sein. 
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Auf die dritte oder vierte Schicht werden zweckmaiSigerweise 
erste Molekiile aufgebracht, die zur sweiten Schicht oder zu 
darauf vorgesehenen zweiten Molekulen affin sind. Dabei kon- 
nen als MolekGle Polymere, Silane oder strukturverwandte Ver- 
bindungen verwendet werden. Es 1st z.B. auch denkbar, komple- 
mentare Polynukleotidsequenzen ,wie DNA, als Molekiile einzu- 
setzen. Die Punktion der ersten und zweiten Molekiile besteht 
im wesentlichen darin, das Substrat in einem fest vorgegebe- 
nen Abstand an die Markierung anzuhaften. 

Die metallischen Cluster konnen z.B. aus Silber, Gold, Pla- 
tin, Aluminium, Kupfer, Zinn oder Indium hergestellt werden. 
Die zweite und/oder vierte Schicht konnen aus einem der fol- 
genden Materialien hergestellt werden: Metalloxid, Metallni- 
trit, Metallcarbid, insbesondere aus Siliziumoxid, -carbid, - 
nitrit, Zinnoxid, -nitrit, Alurainiumoxid, -nitrit oder Poly- 
mer, insbesondere Polycarbonat (PC) , Polyethylene (PE) , Poly- 
propylen (PP) , Polyurethan (PU) , Polyimid (PI), Polystyrol 
(PS) Oder Polymethacrylat (PMA) . Diese Materialien sind che- 
misch im wesentlichen inert, sie sind f euchtigkeitsunempf ind- 
lich. Die Funktion der zweiten Schicht besteht im wesentli- 
chen darin, einen vorgegebenen Abstand zur dritten Schicht 
und/oder eine vorgegebene Struktur dauerhaft bereitzustellen. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, daS bei ei- 
nem Abstand zwischen der ersten und der dritten Schicht von 
weniger als 2 ^m eine die Markierung bildende Farbung sicht- 
bar wird. Die Farbung ist abhangig vom Beobachtungswinkel und 
charakteristisch. Dazu kann die erste Schicht mittels einer 
Einrichtung zur Erzeugung von elektromagnetischen Wellen, 
vorzugsweise mittels LASER, Leuchtstof f lampe, Leuchtdiodi 
Oder Xenonlampe, bestrahlt werden. Die Markierung kann mit 
einer Einrichtung zur Bestimmung der optischen Eigenschaf ten 
der von der ersten Schicht ref lektierten elektromagnetischen 
Wellen identif iziert werden. Es kann mit der Einrichtung zur 
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' Bestimmung der optischen Eigenschaf ten die Absorption, vor- 
zugsweise unter verschiedenen Beobachtungswinkeln^ gemessen 
werden. Eine seiche Bestimmung der optischen Eigenschaf ten 
ermoglicht eine hohe Falschiingssicherheit-. 

5 ■ . ■ . ' 

Nach einem weiteren Ausgestaltungsmerkmal ist vorgesehen, daS 
die Schichten zumindest teilweise mittels Dunns chicht techno- 
logie' hergestellt wird/werden. Dabei kommen insbesondere Va- 
kuumbeschichtungstechnologien und dgl. in Betracht. 

10 

Nach einem weiteren Ausgestaltungsmerkmal ist vorgesehen, dafi 
mindestens eine der Schichten aus einem Material mit an- 
isotropem Brechungs index hergestellt ist. Vorzugsweise ist 
die zweite Schicht aus einem Material mit anisotropem Bre- 
15 chungsindex hergestellt. Bei dem Material kann es sich z.B. 
urn Flussigkristallpolymere handeln, welche sowohl unter ver- 
schiedenen Beobachtungswinkeln, d.h. Winkeln gegenuber der z- 
Achse, als auch unter verschiedenen Drehwinkeln, d.h. Winkeln 
in der x-y-Ebene, eine charakteristische Farbung zeigen. 

20 

Nach einem weiteren Ausgestaltungsmerkmal kann. zumindest eine 
der Schichten aus einem Material hergestellt sein, dessen op- 
tische Eigenschaf ten nach dem Aufbringen der Schicht gezielt 
verandert werden konnen. Bei dem Material kann es sich z.B. 
25 um ein f otosensitives Polymer hande In, dessen Brechungsindex 
durch Bestrahlen mit geeigneter Wellenlange veranderbar ist. 

Erf indungsgemaS ist femer eine f alschungssichere Markierung 
fur Gegenstande, wie Scheckkarten, Banknoten und dgl., vorge- 
30 sehen, wobei auf einer mit dem Gegenstand verbundenen, elek- 
tromagnetische Wellen ref lektierende ersten Schicht eine fur 
elektromagnetische Wellen durchlassige, inerte zweite Schicht 
mit einer vorgegebenen Dicke aufgebracht ist, und wobei eine 
aus metallischen Clustern gebildete dritte Schicht auf der 
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zweiten Schicht aufgebracht ist. - Eine solche Markierxong ist 
dauerhaft sichtbar; sie ist sehr f alschungssicher . 

Nach weiterer MaSgabe der Erfindung ist eine f alschungssiche- 
re Markierung fiir Gegenstande, wie Scheckkarten, Banknoten 
und dgl., vorgesehen, wobei auf einer mit dem Gegenstand ver- 
bundenen, elektromagnetische Wellen ref lektierenden ersten 
Schicht eine fur elektromagnetische Wellen durchlassige, 
inerte zweite Schicht mit einer vorgegebenen Dicke aufge- 
bracht ist. - Eine solche Markierung ist unsichtbar. 

Sof ern die Oberflache des zu markierenden Gegenstands bereits 
aus einem elektromagnetische Wellen ref lektierenden Material, 
z.B. einem Metall hergestellt ist, kann die erste Schicht 
durch den Gegenstand selbst gebildet sein. 

Eine aus metallischen Clustern gebildete dritte Schicht kann . 
derart *auf einem Siabstrat aufgebracht sein, daS sie zur 
Sichtbarmachung der Markierung in einen vorgegebenen Abstand 
zur ersten Schicht angeordnet werden kann. 

Wegen der weiteren Ausgestaltungsmerkmale der f alschungssi- 
cheren Markierung wird auf die vorangegangenen Ausfuhinangen 
zum Verfahren verwiesen. 

Nachfolgend werden anhand der Zeichnungen Ausfuhrungsbeispie- 
le der Erfindung naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Querschnittsansicht einer ersten 
st^ndig sichtbaren Markierung, 

Fig. 2 eine schematische Querschnittsansicht einer zweiten 
standig sichtbaren Markieriing, 
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Fig. 3 eine schematische Querschnittsansicht einer nicht 
standig sichtbaren ersten Markierung und eines zur Sichtbar- 
machung. geeigneten Substrats, 

Fig. 4 eine schematische Querschnittsansicht einer nicht 
standig sichtbaren zweiten Markierung und eines zur Sichtbar- 
machung geeigneten Substrata, 

Fig. 5. Absorptionsspektren einer Markierung gemaS Fig. 1 
unter verschiedenen Beobachtungswinkeln und 

Fig. 6 eine quantitative Auswertung der Spektren gemaS 
Fig. 5 bei verschiedenen Wellenlangen. 

Bei der in den Fig. 1 bis 4 gezeigten Markierungen ist eine 
elektromagnetische Wellen ref lektierende erste Schicht mit 1 
bezeichnet. Es kann sich dabei um eine Metallfolie, z.B. eine 
Aluminiumfolie, handeln. Die erste Schicht 1 kann aber auch' 
eine aus Clustern gebildete Schicht sein, welche auf einem 
Trager 2 aufgebracht ist. Bei dem Trager 2 kann es sich um 
den 2U markierenden Gegenstand handeln. Die Cluster sind 
zweckmafiigerweise aus Gold hergestellt. Gleichfalls kann es 
sich auch bei der in den Fig. 1 und 3 gezeigten ersten 
Schicht 1 um den Gegenstand handeln, sofern dessen Oberflache 
aus einem elektromagnetische Wellen ref lektierenden Material 
gebildet ist. 

Auf der ersten Schicht 1 aufgebracht ist eine chemisch inerte 
zweite Schicht 3. Die zweite Schicht 3 weist eine Struktur 
auf. Die Struktur ist hier in Form eines Reliefs ausgebildet, 
welches z.B. nach Art eines Bar-Codes gestaltet ist. Die Dik- 
ke der zweiten Schicht betragt vorzugsweise zwischen 2 0 und - 
1000 nm. Sie wird mittels Diinnschichttechnologie aufgebracht. 
Dazu eignen sich z.B. Vakuumbeschichtungsverf ahren. 
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Bei der in den Fig. 1 und 2 geseigten Markierung ist auf der 
zweiten Schicht 3 eine aus metallischen Clustern hergestellte 
dritte Schicht 4 auf gebracht • Die dritte Schicht 4 wiederum 
ist liberlagert von einer vierten Schicht 5. Die vierte 
5 Schicht 5 schutzt die darunterliegenden Schichten vor Bescha- 
digung. Die vierte Schicht 5 kann ebenso wie die zweite 
Schicht 3 aus einem chemisch inerten und optisch transparen- 
ten Material, z.B. einem Metalloxid, -nitrit, -carbid oder 
Polymer hergestellt sein. 

10 

Die in den Fig. 3 und 4 gezeigten Markierungen sind erst dann 
sichtbar, wenn sie mit einem Substrat 6 in Kontakt gebracht 
weirden, auf dessen Oberflache die aus metallis,chen Clustern 
gebildete dritte Schicht 4 auf gebracht ist. Die dritte 

15 Schicht 4 kann mit einer aus ersten Molekulen gebildeten 

funften Schicht 7 uberlagert sein. Die funfte Schicht 7 ist 
z\veckmaSiger\*;eise aus Molekulen gebildet, welche zu dem Mate- 
rial affin sind, aus dem die sweite Schicht 3 hergestellt 
ist. Bei einem Kontakt der funften Schicht 7 mit der zweiten 

20 Schicht 3 kommt es sorait zu einem spezifischen Anhaften* Es 
kann auch sein,, daS die zweite Schicht 3 mit einer weiteren. 
funften Schicht 7 uberdeckt ist. In diesem Fall sind die 
funften Schichten 7 jeweils aus Molekulen gebildet, die zu- 
einander eine Affinitat aufweisen. Es kann sich dabei um Bio- 

25 polymere handeln, welche komplementar zueinander sind. Die 

funfte Schicht 7 kann aber auch aus anderen Polymeren, Sila- 
nen und/oder strukturell verwandten Verbindungen hergestellt 
sein, 

3 0 Das Substrat 6 ist aus einem transparentem Material, z.B. aus 
Glas Oder Kunststoff, hergestellt. 

Die Funktion der Markierung ist folgende: 
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Bei einer Einstrahlung von Licht aus einer Licht quelle, wie 
einem LASER, einer Leuchtstoffrohre oder einer Xenonlampe auf 
eine in Fig. 1 und 2 gezeigte Markierung wird dieses Licht an 
der ersten Schicht 1 reflektiert. Durch eine Wechselwirkung 
5 des ref lektierten Licht s mit der aus der metallischen Clu- 
stern gebildeten dritten Schicht 4 wird ein Teil des einge- 
strahlten Lichts absorbiert. Das reflektierte Licht weist ein 
charakteristisches Spektrum auf. Die Markierung erscheint 
farbig. Die vom Einstrahlungs- bzw. Beobachtungswinkel abhan- 
10 gige Farbung dient als f Slschungssicherer Nachweis fur die 
Echtheit der Markierung. 

Bei der in Fig. 3 und 4 gezeigten Markierung ist lediglich 
die optisch transparent ausgebildete zweite Schicht 3 auf der 
15 ' elektromagnetisch ref lektierenden ersten Schicht 1 aufge- 

bracht. Die zweite Schicht 3 kann aus chemisch inerten Mate- 
rialien, wie Siliziumoxid, -carbid, ^ -nitrit , Zinnoxid oder - 
nitrit oder aus Aluminiumoxid oder -nit it bestehen. Die Mar- 
kierung ist ziinachst nicht sichtbar. 

20 

Beim Aufbringen des mit der dritten Schicht 4 versehenen op- 
tisch transparenten Substrats 6 kann es zu einer Wechselwir- 
kung zwischen dem an der ersten Schicht 1 ref lektierten Licht 
und der dritten Schicht kommen, Es entsteht wiederum eine 
25 Farbwirkung, die durch das, vorzugsweise aus Glas hergestell- 
te Substrat 6, beobachtbar ist . 

Urn sicher zu stellen, daS der fur eine Erzeugung der Farbwir- 
kung erforderliche vorgegebene Abstand zwischen der ersten 1 

3 0 und der dritten Schicht 4 sich einstellt, kann die dritte 
Schicht 4 mit einer funften Schicht 7 uberdeckt sein. Beim 
Kontakt der funften Schicht 7 mit. der zweiten Schicht 3 haf - 
tet das Substrat 6 an der Markierung. Es stellt sich ein vor- 
gegebener Abstand zwischen der dritten Schicht 4 \ind der er- 

3 5 sten Schicht 1 ein. 
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Hinsichtlich der fur die Erzeugung der Wechselwirkungen ein- 
suhaltenden Parameter wird auf die US 5,611,998, die WO 
98/48275 sowie die WO 99/47702 verwiesen, deren Of f enbarungs- 
gehalt hiermit einbezpgen wird. 

Die in Fig. 5 gezeigten Spektren einer Markierung gemaS Fig. 
1 warden mittels eines UV/VIS-Spektrometers Lambda 25 von 
Perkin Elmer iinter Verwendung eines Ref lektionseinsatzes ge- 
messen. Aus Fig, 5 ist ersichtlich, daS der langerwellige Pe- 
ak mit steigendem Beobachtungswinkel zu kurzeren Wellenlangen 
hin sich verschiebt, Ferner ist ein f eststehender Peak zu be- 
obachten, welcher auf die Silbercluster zuruckzufuhren ist. 

In Fig. 6 ist eine quantitative Auswertung der Spektren gemaS 
Fig, 5 jeweils bei zwei verschiedenen Wellenlangen gezeigt. 
Bei den betrachteten Wellenlangen wird in Abhangigkeit des 
Beobachtungswinkel s eine geanderte Absorption beobachtet. Das 
Absorptionsmuster ist charakteristisch fur die Echtheit der 
Markierung. 
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Besugszeichenliste 

1 erste Schicht 

2 Trager 

5 3 zweite Schicht 

4 dritte Schicht 

5 vierte Schicht 

6 Substrat 

7 funfte Schicht 
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Patentanspruche 

1- Verfahren zur f alschungssicheren Markierung von Gegen- 
standen, wie Scheckkarten^ Banknoten, Verpackungen und dgl . , 
5 wobei 

a) auf einer elektromagnetische Wellen ref lektierenden er- 
st en Schicht (1) eine fur elektromagnetische Wellen durchlas- 
sige, inerte zweite Schicht (3) mit einer vorgegebenen Dicke 

10 aufgebracht wird, 

b) eine aus metallischen Clustem gebildete dritte Schicht 
(4) auf der zweiten Schicht (3) aufgebracht wird und 

15 c) die erste Schicht (1) der solchermaSen hergestellten 
Markierung mit dem Gegenstand verbunden wird. 

2 . Verfahren zur f alschungssicheren Markierung von Gegen- 
standen, wie Scheckkarten, Banknoten, Verpackungen und dgl,, 
2 0 wobei 

a) auf einer elektromagnetische Wellen ref lektierenden er- 
sten Schicht (1) eine fur elektromagnetische Wellen durchlas- 
sige, inerte zweite Schicht (3) mit einer vorgegebenen Dicke 

2 5 aufgebracht wird, 

b) die erste Schicht (1) der solchermaSen hergestellten 
Markierung tnit dem Gegenstand verbxxnden wird und 

3 0 c) auf einem Substrat (6) eine aus metallischen Clustern 

gebildete dritte Schicht (4) derart aufgebracht wird, dafi sie 
zur Sichtbarmachung der Markierung in einem vorgegebenen Ab- 
stand zur ersten Schicht (1) angeordnet werden kann. 
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•3. Verfahren nach einem der'vorhergehenden Anspruche, wobei 
zumindest eine der Schichten (3,4,5) strukturiert aufgebracht 
wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden .Anspruche, wobei 
auf der dritten Schicht (4) eine fur elektromagnetische Wel- 
len durchlassige inerte vierte Schicht (5) aufgebracht wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 4, wobei das 
Substrat (6) aus einem fur elektromagnetische Wellen durch- 
lassigen Material, vorzugsweise aus Glas oder Kunststoff , 
hergestellt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 5, wobei auf 
der dritten (4) oder vierten Schicht (5) erste Molekiile (7) 
aufgebracht werden, die zur zweiten Schicht (3) oder zu dar- 
auf vorgesehenen zweiten Molekiilen af fin sind. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei- als Molekule (7) Poly- 
mere, Silane oder strukturverwandten Verbindungen verwendet 
werden. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
die metallischen Cluster aus Silber, Gold/ Platin, Aluminium, 
Kupfer/ Zinn oder Indium hergestellt werden. 

9. ■ Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
die zweite (3) und/oder vierte Schicht (5) aus einem der fol- 
genden Materialien hergestellt wird/ werden: Metalloxid, Me- 
tallnitrit, Metallcarbid, insbesondere aus Siliziumoxid, - 
carbid, -nitrit, Zinnoxid, -nitrit, Aluminiumoxid, -nitrit 
Oder Polymer, insbesondere Polycarbonat (PC) , Polyethylene 
(PE) , Polypropylen (PP) , Polyurethan (PU) , Polyimid (PI) , Po- 
lys tyrol (PS) oder Polymethacrylat (PMA) . 
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10. Verfaliren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
bei einem Abstand zwischen der ersten (1) und der dritten 
Schicht (4) von weniger als 2 |j,m eine die Markierung bildende 
Farbung sichtbar wird. 

5 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
die Markierung mittels einer Einrichtung zur Erzeugung von 
elektromagnetischen Wellen, vorzugsweise mittels LASER, 
Leuchtstof f lampe, Leuchtdiode oder Xenonlampe, bestrahlt 

10 wird. 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
die Markierung mit einer Einrichtung zur Bestiramung der opti- 
schen Eigenschaf ten der von der ersten Schicht (1) reflek- 

15 tierten elektromagnetischen Wellen, vorzugsweise unter ver- 
schiedenen Beobachtungswinkeln, identif iziert wird. 

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
mit der Einrichtung zur Bestimmung der optischen Eigenschaf - 

2 0 ten die Absorption gemessen wird. 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
die Schicht en (1, 3, 4, 5) zumindest teilweise mittels Dunn- 
schichttechnologie hergestellt wird/werden. 

25 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
mindestens eine der Schichten (3, 4, 5) einen anisotropen 
Brechungs index aufweist. 

3 0 16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 

zumindest eine der Schichten aus einem Material hergestellt 
ist, dessen optische Eigenschaf ten nach dem Aufbringen der 
Schicht veranderbar sind. 
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17. Pals Chungs sichere Markierung fur Gegenstande, wie 
Scheckkarten, Banknpten und dgl , , wobei auf einer mit dem Ge- 
genstand verbundenen, elektromagnetische Wellen ref lektieren- 
de erst en Schicht (1) eine fur elektromagnetische Wellen 
5 durchlassige, inerte zweite Schicht (3) mit einer vorgegebe- 
nen Dicke aufgebracht ist,. und wobei eine aus metallischen 
Clustern gebildete dritte Schicht (4) auf der zweiten Schicht 
(3) aufgebracht ist, 

10 18, Falschungssichere Markierung fur Gegenstande, wie 

Scheckkarten, Banknoten und dgl . , wobei auf einer mit dem Ge- 
genstand verbundenen/ elektromagnetische Wellen ref lektieren- 
de ersten Schicht (1) eine fur elektromagnetische Wellen 
durchlassige, inerte zweite Schicht (3) mit einer vorgegebe- 

15 nen Dicke aufgebracht ist. 

19. Falschungssichere Markierung nach Anspruch 18, wobei ei-. 
ne aus metallischen Clustern gebildete dritte Schicht (4) 
derart auf einem Substrat (6) aufgebracht ist, dalS sie zur 

2 0 Sichtbarmachung der Markierung in einen vorgegebenen Abstand 
2ur ersten Schicht (1) angeordnet we r den kann. 

20. Falschungssichere Markierung nach einem der Anspruche 17 
bis 19, wobei die zumindest eine der Schichten (1, 3, 4,5) 

2 5 eine Struktur aufweist. 

21. Falschungssichere Markierung nach einem der Anspruche 17 
bis 20, wobei eine die dritte Schicht (4) iiberdeckende, fur 
elektromagnetische Wellen durchlassige inerte vierte Schicht 

3 0 (5) vorgesehen ist. 

22. Falschungssichere Markierung nach einem der Anspruche 18 
. bis 21, wobei das Substrat (6) aus einem fiir elektromagneti- 
sche Wellen durchlassigen Material, vorzugsweise aus Glas 

35 Oder Kunststoff, hergestellt ist. 
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23, Fals Chungs sichere Markierung nach einem der Anspiriiche 18 
bis 22, wobei auf der dritten (4) oder vierten Schicht (5) 
erste Molekiile (7) aufgebracht sind, die zur zweiten Schicht 
(3) Oder zu darauf vorgesehenen zweiten Molekulen affin sind. 

5 

24 . Falschungssichere Markierving nach Anspmch 23, wobei die 
Molekiile (7) aus Polymeren, Silanen oder strukturverwandten 
Verbindungen hergestellt sind. 

10 25. Falschungssichere Markierung nach einem der Anspruche 17 
bis 24, wobei die metallischen Cluster aus Silber, Gold, Pla- 
tin. Aluminium, Kupfer, Zinn oder Indium gebildet sind. 

26. Falschungssichere Markierung nach einem der Anspruche 17 
15 bis 25, wobei die zweite (3) und/oder vierte Schicht (5) aus 

einem der folgenden Material ien hergestellt ist/sind: Metal - 
loxid, Metallnitrit , Metallcarbid, insbesondere aus Silizium- 
oxid, -carbid, -nitrit, Zinnoxid, -nitrit, Aluminiumox. 1-, - 
nitrit oder Polymer, insbesondere Polycarbonat (PC) , Polye- 
2 0 thylene (PE) , Polypropylen (PP) , Polyurethan (PU) , Polyimid 
(PI) , Polys tyrol (PS) oder Polymethacrylat (PMA) . 

27. Falschungssichere Markierung nach einem der Anspruche 17 
bis 26, wobei bei einem Abstand zwischen der ersten (1) und 

2 5 der dritten Schicht (4) von weniger als 2 jiim ein eindeutig 

identif izierbare Farbung erkennbar ist. 

28. Falschungssichere Markierung nach einem der Anspruche 17 
bis 27, wobei zum Bestrahlen der Markierung eine Einrichtung 

3 0 zur Erzeugung von elektromagnetischen Wellen, vorzugsweise 

ein liASER, eine Leuchtstof f lampe, Leuchtdiode oder eine Xe- 
nonlampe, vorgesehen ist. 

29. Falschungssichere Markierung nach einem der Anspruche 17 
35 bis 28, wobei zum Identif izieren der Markierung eine Einrich- 
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tung zur Bestimmung • der optischen Eigenschaf ten der yon der 
ersten Schicht (1) ref lektierten elektromagnetischen Wellen 
vorgesehen ist. 

30. Falschungssichere Markierung nach einem der Aaspriiche 17 
bis 29, wobei mit der Einrichtiang zur Bestimmung der opti- 
schen Eigenschaf ten die Absorption, vorzugsweise unter ver- 
schiedenen Beobachtungswinkeln, meEbar ist. 

31. Falschungssichere Markierung nach einem der Anspruche 17 
bis 30, wobei die Schichten (1, 3, ,4, 5) mittels Dunnschicht- 
technologie hergestellt ist/sind. 
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(57) Abstract: ITie invention re-, 
lates to a method for forgery -proof 
labeling of items, such as credit 
cards, bank notes and the like, 
comprising the following steps: 
(a) applying, to a first layer (1) that 
reflects electromagnetic waves, 
an inert second layer (3) that is 
permeable to electromagnetic 
waves, said second layer having 
a predetermined thickness, (b) 
applying, to said second layer 
(3), a third layer (4) that is formed 
by metal clusters, and (c) linking 
the first layer (1) of the label so 



(57) ZusammenfassuQg: Die Erfmdung belriffi ein Verfahren zur falschungssicheren Markierung von GegenstSnden, wie Scheck- 
k:irte, Banknoten und dgl., wobei (a) auf einer elektromagnetische Wellcn rcflektierenden ersiem Schicht 1 eine fiir elektromagneti- 
schc Wellcn durchlassige, inerte zweite Schicht 3 mit einer vorgegebenen Dicke aufgebracht wird, (b) eine aus melailischen Clustem 
gc hildete driile Schichi 4 auf der zweiien Schicht 3 aufgebracht wird.un (c) die erste Schicht 1 der soIchermaBcn hergestelllen Mar- 
kierung mit dem Gcgenstand verbunden wind. 
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